FICHA DEL DOCENTE

Se solicita informacion del docente relacionada con la evaluacién del cuerpo académico de la carrera, pero
también aquella relevante para su incorporacion al registro de expertos de la CONEAU (tal como lo prevén
los procedimientos de acreditacion de carreras oportunamente aprobados).

1. Datos personales

Apellido Bonetto

Nombre Rita Dominga

Correo A

electrénico bonetto@quimica.unlp.edu.ar
Fecha de 10/05/1951

nacimiento

Vinculaciéon del docente con carreras que se presentan a acreditacion

Completar el siguiente cuadro con los datos de cada uno de los cargos que lo habilitan para el desemperfio
docente en actividades curriculares de las carreras que se presentan a acreditacion. Indique las
actividades curriculares que dicta con ese cargo y mencione si dicta actividades en varias carreras. No
completar este cuadro en el caso de Fichas de docentes que no dictan Actividades Curriculares en las
carreras que se presentan a acreditacion.

Cargo Carreras en las que dicta Actividades curriculares Dedicacion en hs. Designacion
clases semanales
Profesor adjunto |Ingenieria en Materiales Caracterizacion de Materiales |Menor o igual a 9 Interino rentado

MO0652, Microscopia Electrénicalhoras
de Barrido Analitica MO679

2. Formacion

Titulo maximo obtenidoDoctor

2.1. Titulos de grado.

Titulo Afio de obtencion Institucion otorgante Pais
Lic. en Fisica 1976 Universidad Nacional de Cérdoba Argentina
2.2. Titulos de posgrado.

Titulo Tipo de titulo Afio de obtencion Institucion otorgante Pais

Dra en Fisica Doctor 2000 Universidad Nacional de La Plata |Argentina

2.3. Otros titulos de nivel superior (formacion técnica o terciaria).

Titulo Afio de obtencion Institucion otorgante Pais

2.4. Carrera de formacién docente.



Indique si ha cursado una carrera docente.

silNo [ ]

En caso afirmativo, completar el siguiente cuadro con la informacion de cada una de ellas.

Institucién Universitaria Unidad Académica Titulo Afo de Duracion de la
obtencién carrera

3. Area principal de desempefio académico profesional
3.1. Indicar la disciplina.

Ingenieria

3.2. Indicar la subdisciplina.

Ingenieria en Materiales

3.3. Indicar el area de especializacion.

Microscopia electrénica de barrido analitica.

4. Docencia universitaria

4.1. Situacion actual. Completar un cuadro por cada cargo docente que desempefia.

Institucidn [Facultad/UnidadDepartamento| Catedra Cargo Cant. de |Ded. en hs. Situacion Area de desempefio
universitaria académica semanas reloj
por afno semanales

Universidad |Ingenieria Area Caracterizacion|Profesor Adjunto 40 9 Interino |Ingenieria, Ingenieria
Nacional de Departamental |de Materiales en Materiales
La Plata Mecanica Yy Microscopia

Electrénica

Analitica

4.2. Trayectoria.

4.2.1. Completar un cuadro por cada cargo desempefado en el pasado como profesor (adjunto, asociado, titular o
categorias equivalentes). No incluir su desempefio actual. En el caso de haber ocupado (u ocupar) un cargo como
docente auxiliar (jefe de trabajos préacticos, ayudante o categorias equivalentes) llenar un cuadro genérico por cada
institucién en la que se haya desempefiado.

Institucion Facultad/Unidad Departamento| Catedra Cargo |Situacion Area de Fecha de | Fecha de
Universitaria Académica desempefio inicio  finalizacion
Universidad Nacional |Facultad de Ciencias - Aplicaciones  |Docente - 02/06/200830/06/2008
de La Plata Exactas avanzadas en [Participante
técnicas
experimentales
en materia

condensada



Universidad Nacional |Facultad de Ingenieria Mecanica Caracterizacion|Profesor Interino 05/10/2005
de La Plata de Materiales; |/Adjunto
Microscopia Interino
Electronica de
Barrido
Analitica
Universidad Nacional [Facultad de Matematicas, [Fisica Introduccion a JTP Interino  [Fisica, 01/04/197931/03/1981
de Cérdoba Astronomia y Fisica la Fisica - Interino Introduccién a la
Calor Fisica - Calor y
Termodinamica -
Electricidad y
Magnetismo
y
Termodinamica
- Electricidad y
Magnetismo
Universidad |Facultad de Fisica Introduccién a |Ayudante de |Interino |[Fisica, Mecanica |10/04/197731/03/1979
Nacional de  |Matematicas, la fisica- Primera
Cérdoba Astronomia y Mecénica Categoria
Fisica Interino
Universidad [Facultad de Fisica Calor y Ayudante Interino  |Fisica, Calor y 21/04/197531/03/1977
Nacional de  |Matematicas, TermodindmicaAlumno Termodinamica -
Coérdoba Astronomia y - Electricidad y Electricidad y
Fisica Magnetismo Magnetismo
Universidad |Facultad de Fisica Microscopia Profesor - Fisica, Fisica 18/08/200822/08/2008
Nacional de  |Matematica, electrénica de |invitado Atoémica y Nuclear
Cérdoba Astronomia y barrido
Fisica
Universidad [Facultad de Fisica Microscopia Profesor - Fisica, Fisica 13/10/2008(17/10/2008
Nacional de  |Matematica, electrénica de |invitado Atémica y Nuclear
Coérdoba Astronomia y barrido
Fisica (continuacion
anterior)
Universidad |Facultad de Fisica Microscopia Profesor - Fisica, Fisica 04/03/2009(15/09/2009
Nacional de  |Matematica, Electrénica de |invitado Atémica y Nuclear




Cérdoba Astronomia y barrido
Fisica

4.2.2. Direcciéon de tesis, tesinas y trabajos finales.

Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los

ultimos 5 afios. 0
Cantidad de tesis doctorales que dirige. 0
Cantidad total de tesis de maestria dirigidas y concluidas en los 0
ultimos 5 afios.

Cantidad de tesis de maestria que dirige. 0
Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluidas en los ultimos 5 1
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. 0

4.3. Para docentes de carreras semipresenciales o a distancia. Explicar brevemente cual es su experiencia
en educacion a distancia.

5. Experiencia en gestion académica

Completar un cuadro por cada uno de los cargos desempefiados.

Instituciéon Cargo/Funcion Cant. de semanas | Ded. en hs. reloj Fecha de Fecha de
por afio semanales inicio finalizacion

6. Desempefio en el ambito no académico (incluir antecedentes en la funcion publica y en el
ambito privado)

6.1. Indicar si el docente se desemperfia actualmente en el ambito no académico.

Si/No D

En el caso de haber contestado afirmativamente, completar el siguiente cuadro con cada uno de los
cargos/funciones desempefiados.

Instituciéon Cargo/Funcién Cantidad de semanas Dedicaciéon en horas Fecha de Area de
dedicadas por afo reloj semanales inicio desempefio

Para el caso de docentes en carreras de ciencias de la salud, completar el siguiente cuadro con la
actividad hospitalaria actual.

Institucién Servicio Cargo/Funcién Afo de designacion

6.2. Elaborar un cuadro por cada cargo/funcion en el ambito no académico desempefiado en el pasado. No



incluir su desempefio actual.

Institucion Cargo/funcién Fecha de inicio Fecha de finalizacién Area de desempefio

7. Antecedentes en investigacion cientifico-tecnoldgica

7.1. Indicar su pertenencia a sistemas de promocién de la investigacion cientifico-tecnolégica.

CONICET:
Si/No Categoria Investigador adjunto

Programas de incentivos:

Si/No Categoria Categoria 2

Otros:

Si/No I:I

En caso de haber respondido afirmativamente, completar el siguiente cuadro.
Si adscribe a mas de un organismo (no contemplado previamente), llenar un cuadro por cada uno de
ellos.

Organismo Categoria

7.2. Proyectos de investigacion.

Detallar el proyecto mas importante que desarrolla actualmente y los dos mas significativos en los que
haya participado en los ultimos 10 afios. Completar la informacién requerida para cada uno de ellos en el
siguiente cuadro.

Titulo del proyecto Institucion | Institucion Fecha de | Fecha de | Caracter de | Principales resultados
financiadora inicio ([finalizacion la
y/0 participacion

evaluadora
Caracterizacion de materiales |Facultad de CONICET 01/01/2005/31/12/2007 |Investigador |-

mediante EPMA, SEM Y FRX |Matematica,
Astronomia y

Fisica - UNC
PIP 99-2112. “Refinamiento  |Centro de CONICET 01/01/2000[31/12/2002 |Investigador |[Permitié la finalizacién de
de concentraciones Investigacion y mi tesis doctoral, la
elementales y de parametros |Desarrollo en realizacion de trabajos
fisicos en espectrometria de |Ciencias conjunto con colegas de la
rayos X (FRX y EPMA). Su Aplicas "Dr. FaMAF-UNC, la codirecciéon
aplicacion a la obtenc Jorge Ronco" de un becario para trabajar
(CINDECA) en esos temas conjuntos ,
que dieron como resultado,
que dicho becario
conluyera su tesis de Dr.
en Fisica.
“Mantenimiento y Centro de ANCYPT 01/06/2003(30/06/2005 |Director Se consigui6 actualizar el
actualizacion del laboratorio |Investigacion y micorscopio electrénico con
de microscopia electrénica del |Desarrollo en microanalidor EDS de
CINDECA” Ciencias rayos X del CINDECA, lo
Aplicas "Dr. que nos permite estar en
Jorge Ronco" funcionamiento en este

(CINDECA) momento, posibilitando el



Disefio de sistemas

farmacé

“Estudio

tedrico-
experimental de
componentes para
la tecnologia
energética y de
materiales”

Disefio de sistemas
cataliticos activos
basados en sélidos
acidos y
biocatalizadores
para aplicaciones
eco-compatibles en
la industria
farmacéutica
Sintesis,
caracterizacion y
aplicacion de
sistemas oxidicos
para el desarrollo
de tecnologias
limpias

Interaccién de
radiacion con la
materia. Aplicacion
a la caracterizacion
de materiales,
contaminantes
ambientales y a
terapia con
radiaciones
Interaccién de
radiacion con la
materia. Aplicacion
a la caracterizacion
de materiales
mediante EPMA
X-Estudio
tecnolégico de
zeolitas de
depositos
Argentinos. Su
aplicacion en
agroindustria y
proteccion
ambiental

Estudios de
superficies de
materiales de

uso del mismo a docentes,
investigadores y empresas
privadas que lo requieran.

cataliticos (Centro de FONCYT 01/01/2007/31/12/2009 |Investigador [El principal resultado en lo
activos basados en enzimas |Investigacion y
libres/soportadas y sélidos Desarrollo en
acidos para aplicaciones eco- |Ciencias
compatibles en la industria Aplicas "Dr.

Jorge Ronco"

relativo a mi trabajo en
este proyecto es la
finalizacién y envio para su
publicacién, de un trabajo
de la que soy co-autor.

(CINDECA)
Universidad ANPCYT 10/04/2 04/04/2009 |Investigador |-
(Agencia
Nacional de La Nacional de Promocién 007
Plata Cientifica y Tecnolégica)
Centro de Universidad Nacional de (01/01/200831/12/2010 |Investigador -

Investigacion y La Plata
Desarrollo en

Ciencias Aplicadas

"Dr. Jorge Ronco"

Centro de Universidad Nacional de |01/01/2005[31/12/2008
Investigacion y La Plata

Desarrollo en

Ciencias Aplicadas

"Dr. Jorge J.
Ronco"
Universidad Agencia Coérdoba 01/01/200131/12/2005
Nacional de Ciencia
Coérdoba
Universidad SeCyT-UNC 01/01/200431/12/2005
Nacional de
Coérdoba
- ANPCYT (Agencia 01/01/2003(31/12/2005
Nacional de Promocion
Cientifica y Tecnolégica)
Centro de Universidad Nacional de (01/01/2002[31/12/2005

Investigacion y La Plata
Desarrollo en

interés tecnolégicos|Ciencias Aplicadas

Estudio de la
estructura y
actividad catalitica
de sistemas
oxidicos”

Estudio de la
estructura y
actividad catalitica
de sistemas

"Dr. Jorge Ronco"

Centro de Universidad Nacional de (01/01/200131/12/2003
Investigacion y La Plata

Desarrollo en

Ciencias Aplicadas

"Dr. Jorge J.

Ronco"

Centro de ANPCYT (Agencia 01/01/199931/12/2002
Investigacion y Nacional de Promocién

Desarrollo en Cientifica y Tecnoldgica)

Ciencias Aplicadas

Investigador -

Investigador -

Investigador -

Investigador -

Investigador -

Investigador -

Investigador -



oxidicos "Dr. Jorge J.
Ronco™"
Geologia, Centro de
mineralogia y Tecnologia de
tecnologia de Recursos
arcillas y zeolitas |Minerales y
naturales de Ceramicos
aplicacion industrial
Proyecto de Centro de

investigacion Tecnologia de
aplicada de zeolitasRecursos

naturales en el Minerales y
control de la Ceramica
polucién:

tratamiento de

aguas

Oxidacion selectiva (Centro de
Investigacion y
Desarrollo en
Ciencias Aplicadas
"Dr. Jorge J.
Ronco"

Desarrollo de un Centro de

proceso de Investigacion y

adsorcion destinado|Desarrollo en

a la produccion de [Ciencias Aplicadas

nitrégeno para "Dr. Jorge J.

atmosferas controladas en Ronco"
silos de almacenamiento
de cereales

Estudio de procesos para Centro de

la obtencién de productos |Investigacién y
Desarrollo en Ciencias
Aplicadas "Dr. Jorge J.

de medio y alto valor
agregado y de los

materiales cataliticos Ronco"
involucrados
Procesos y catalizadores |Centro de

en quimica fina,

medioambiente y

petroquimica
Ronco"

Subsidio para CINDECA

“Mantenimiento del

Microscopio Electrénico de

Barrido”

PIP. Espectroscopia de
emision de rayos
X.Aplicaciéon a la
caracterizacion de
materiales.

Investigacion y
Desarrollo en Ciencias |Investigaciones
Aplicadas "Dr. Jorge J.|Cientificas y

Universidad Nacional
de Coérdoba

Universidad Nacional de (01/01/199831/12/2001
La Plata

CIC (Comision de 01/01/199731/12/2001
Investigaciones
Cientificas, de la Prov.

de Buenos Aires)

Universidad Nacional de (01/01/1998[31/12/2000
La Plata

Universidad Nacional de (01/01/199831/12/2000
La Plata

Investigador

Investigador

Investigador

Investigador

Universidad Nacional (01/01/199531/12/1997|Investigador

de La Plata

CONICET (Cosejo
Nacional de

Técnicas)

CIC (Comisién de 15/03/1989
Investigaciones
Cientificas, de la
Prov. de Buenos
Aires)

CONICET

7.3. Principales productos de los udltimos 5 afios.

01/01/199731/12/2000 Investigador

Investigador

01/01/201131/12/2013Investigador

7.3.1. Indicar las referencias completas correspondientes a los siguientes tipos de productos.

a) Publicaciones en revistas con arbitraje.

Autores ARo Titulo Revista Volumen |Paginas Palabras clave
Bonetto R.D., Conconi M.S, |2003 [The Rietveld method applied toRevista Geoldgica |30 103-115
Zalba P.E. and Manasero M quantitative phase analysis of de Chile - ISSN:
minerals containing disordered 0716-0208, 0717-
structures 618X
Bonetto R.D., Carreras A, 2004 |L-shell radiative transition J. Phys. B: At. 37 1477—
Trincavelli J., Castellano G. rates by selective synchrotron Mol. Opt. Phys. 1488
ionization.
Carreras, A., Trincavelli, J., 2005 |Determination of L-shell X-ray 34 124-127
Bonetto R., Castellano G. intensity ratios for Yb, Hf and |Spectrometry.
Ta by a parameter refinement
method.
Bonetto, R.D., Trincavelli, J. 2005 |Influence of chemical bonding [Spectrochimica 60 1468— |Chemical
and Vasconcellos, M. in the x-ray spectra of differentActa Part B 1471 bonding; X-ray

compounds of aluminium

spectrum;



Ponz E, Ladaga JL, Bonetto
RD.

Bonetto RD Ladaga JL, and
Ponz E.

Catellano G., Bonetto RD,
Trincavelli J.

Visfiovezky C., Limandri S.,
Canafoglia M.E.,

Bonetto R., Trincavelli

J.

Trincavelli J., Limandri (2008
S., Carreras A., Bonetto

R.

Limandri SP, Bonetto 2008
RD, Di Rocco HO,

Trincavelli JC

Limandri SP, Trincavelli 2008
JC, Bonetto RD,

Carreras AC Publicado
On-Line: 08-2008

Bonetto R.D, Forlerer E, 2002
Ladaga J.L. (2002)

Carreras, A., Bonetto, 2002
R, Stutz, G., Trincavelli,

J. y Castellano, G.
Trincavelli, J., 2002

Castellano, G., Bonetto,

R.

Castellano G., Bonetto [2002
R., Trincavelli J.,
Vasconcellos M. and

Campos C.

Carreras A., Bonetto R.,2002
Stutz G., Trincavelli J.

and Castellano G.

Bonetto R.D.,
Castellano G.E. and
Trincavelli J.C

2001

http://
Bianchi F.D., Bonetto,
R.D.

2001

Conconi M.S., Zalba 2000

P.E., Bonetto R.D.

2006 |MEASURING SURFACE Microscopy and 12
TOPOGRAPHY WITH SCANNINGMicroanalysis
ELECTRON MICROSCOPY. 1.

EZEImage: A program to
obtain 3D surface data.
Microscopy and Microanalysis,

2006 |MEASURING SURFACE Microscopy and 12
TOPOGRAPHY WITH SCANNINGMicroanalysis
ELECTRON MICROSCOPY. II.

Analysis of three estimators of
surface roughness in second-
dimension and third-
dimension.

2007 |Programa de cuantificacién sin |Avances en 12
estandares mediante Analisis por
refinamiento de parametros en Técnicas de Rayos
EPMA X - ISSN 1515-

1565

2007 |Asymmetry of characteristic Spectrochimica 62
peaks obtained by a Si(Li) Acta B

detector.

Experimental method to
determine the absolute

Microscopy and
Microanalysis

efficiency curve of a
wavelength dispersive
spectrometer

Fast and accurate
expression for the voigt

Spectrochimica
Acta Part B

function. Application to the

determination of uranium

m linewidths

Structure of the Pb, Bi, Th, Physicla Review A
and U M x-ray spectra

Texture characterization of Measurement

digital images which have

Science and

a periodicity or a quasi- Technology

periodicity

Optimizacion de Avances en

parametros en Analisis por

fluorescencia de rayos X [Técnicas de Rayos
X

L-shell transition rates for |Spectrochimica

Ba, Ta, W, Pt, Pb and Bi
using electron microprobe
Optimization of K-shell

Acta B: Atomic
Spectroscopy
X-Ray

intensity ratios in electron |Spectrometry
probe microanalysis

Parameter refinement in
the analysis of X-ray

X-Ray
Spectrometry

irradiated samples

Optimization of parameters X-Ray

in electron probe

Spectrometry

microanalysis

FERImage: An interactive
program for fractal

SCANNING, the
Journal of

dimension, dper and dmin |Scanning

L.E. Briand, R.D.

Bonetto, J.L. Ladaga, E.

Donati.

1999

calculation Microscopies
Consideraciones sobre la  |Avances en
aplicacion del Método de  |Andlisis por
Rietveld en muestras Técnicas de Rayos
minerales naturales X

Bulk and Surface Process

Characterization of
Crystalline and Plastic
Sulfur Oxidized by Two
Thiobacillus Species

Biochemistry

70-77

Aluminium;
Molecular orbitals
dense height
map; dynamic
programming;
fast cross
correlation;
program; 3D
surface
topography in
SEM

178-186 dynamic

81-86

programming;
fractal dimension;
surface
roughness; SEM;
stereomicroscopy.

492-498 |Si(Li) detector;

peak asymmetry;

spectral
deconvolution



J.L. Ladaga, R.D.
Bonetto

R.D. Bonetto, A. Ozols,
J.L. Ladaga, E. Sancho.

R.D. Bonetto, J.L
Ladaga.

A. Ozols, R. Bonetto,

H.R. Sirkin, E.E Vicente

L. Rebollo Neira, A.G.

Constantinides, A.

Plastino, A. Alvarez, R.

Bonetto, M. Iiiguez
Rodriguez.

R.D. Bonetto, A. Ozols,
J. Ladaga, E. Sancho

R.D. Bonetto, L.E.

Briand, J.L. Ladaga, E.

Donati

R.D. Bonetto, M.

Sanchez, A.G. Alvarez,

J.L. Ladaga.

L.E. Briand, R.D.

Bonetto, M.A. Sanchez,

H.J. Thomas

A Ozols, R. Bonetto,
H.G. Sirkin.

H. Viturro, R.D.Bonetto,

L.R. Pizzio, P.G.

Véasquez, M. Sanchez,

A.G.Alvarez.

H. Viturro, C. Peez, R.

Bonetto.

E.l. Basaldella, R.
Bonetto, J.C. Tara.

H. Viturro, C.Peez,

1998

1998

1998

1997

1997

1997

1996

1996

1996

1996

1995

1994

1993

1993

Centroid, Centroid from Journal of
Edge Vectors and Shape |Computer Assisted
Descriptor using only Microscopy

Boundary Information
Quantitative evaluation of
solidification
microestructures in
centrifugally atomized
powders

Proceeding of the
PM’98- Powder
Metallurgy World
Congress -
Granada — Spain
(october 18-22,
1998)

The variogram method for |[SCANNING, the
characterization of SEM Journal of
images Scanning
Microscopies

Mechanism of segregation |Advances in

in Cobalt based alloy Structural PM

powders produced by the |Component

plasma rotating electrode |Production:

process Proceeding of the
1977 EUROPEAN
CONFERENCE ON
ADVANCES IN
STRUCTURAL PM

COMPONENT
PRODUCTION
Journal of Physic
D.: Appl. Phys.

Statistical analysis of a
mixed-layer x-ray
diffraction peak.

Analisis de texturas de Jornadas SAM’97-

solidificacion en particulas [IFIMAT, Instituto

obtenidas por atomizacién |de Fisica de
Materiales Tandil —
UNCentro

Aplicacion de la geometria |Avances en

fractal a imagenes del Andlisis por

microscopio electrénico de Técnicas en Rayos

barrido para caracterizar laX

interaccion substrato-

bacteria para dos especies

de Thiobacillus

Descripcion de la rugosidad/Avances en

de superficie a través de  |Analisis por

las imagenes del Técnicas de Rayos

microscopio electrénico de X

barrido.

Structural modelling of

coprecipitated VTiO

catalysts.

Catalysis Today

Microestructura de Informacion
aleaciones base Co-Cr Tecnoldgica
obtenidas por atomizacién

centrifuga por descarga de

plasma

A measuring system for X-ray
obtaining concentration spectrometry

profiles in supported
catalysts using electron
probe microanalysis.
Influence of standards.
Desarrollo e
implementacién de un Andlisis por
sistema digital de Técnicas en Rayos
adquisicion, procesamiento (X

y analisis de imagenes y

espectros de rayos X.

Synthesis of NaY Zeolite on/ind. Eng. Chem.
preformed kaolinite Res.

spheres. Evolution of
zeolite content and textural
properties with the reaction
time.

A simple backscattered

Avances en

SCANNING, the



R.D.Bonetto,
A.G.Alvarez.

L Rebollo Neira, A.G.
Constantinides, A.
Plastino, F. Zyserman.
A. Alvarez, R.Boneto, H.
Viturro.

A.G.Alvarez, H.Viturro,
R.D.Bonetto

E.l.Basaldella, J.C.Tara,
A.Kikot, R.Bonetto,
E.Pereira

Alvarez A., Bonetto R.,

Viturro H. D.

Alvarez A., Bonetto R.,
Viturro H.

A.G.Alvarez, R.Bonetto,
H. Viturro, A. Plastino,
L.Rebollo Neira, F.
Syserman.

R.D.Bonetto,
H.P.Viturro, A.G.Alvarez.

D.M.A.Guérin,
R.D.Bonetto,
A.G.Alvarez.

J.Nuiez,
L.E.RebolloNeira,
A.Plastino, R.D.Bonetto,
D.M.A.Guérin,
A.G.Alvarez.

A.G.Alvarez,
R.D.Bonetto,
D.M.A.Guérin,
A.Plastino,
L.RebolloNeira.

D.M.A.Guérin,
A.G.Alvarez, L.E.Rebollo
Neira, A.L.Plastino,
R.D.Bonetto.

R.Bonetto, D.Guérin,
G.Alvarez,
L.RebolloNeira,
A.Plastino.

R.Bonetto, A.Riveros.

R.Bonetto, A.Riveros.

1993

1992

1990

1990

1990

1990

1990

1988

1988

1987

1986

1985

1985

1984

electrons and specimen Journal of
current detection device Scanning
for the scanning electron |Microscopies
microscope.

Statistical Inference, State Physica A:

Distribution and Noisy data|Statistical
Mechanics and its
Applications

Structural changes on Material Chemistry
deactivation of ZSM 5. A |and Physics

study by X ray powder

diffraction

Sintesis de zeolita NaY Resimenes del
sobre esferas caoliniticas (120 Simposio
preformadas. Evolucion de |Iberoamericano de
la porosidad y composicién Catalisis . Rio de
quimica del sélido durante Janeriro-Brasil

el curso de la reaccion

esarrollo e implementacion Avances en
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